GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN “MICROSCOPIO A SCANSIONE DI SONDA PER CARATTERIZZAZIONI ELETTRICHE/TERMICHE ALLA NANOSCALA” PER L’ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BEYOND-NANO” 
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OFFERTA TECNICA E RELAZIONE 
Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 


1. Descrizione generale del sistema 
………………………….


2. Caratteristiche relative a tutti i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato 
………………………….

3. Caratteristiche tecniche offerte con particolare riferimento a:

-	Caratteristiche del sistema AFM per misure di tipo morfologico, elettrico e termico.
-	Caratteristiche dello spettrometro Raman.
-	Caratteristiche del sistema di accoppiamento ottico fra lo spettrometro Raman e l’AFM.
-	Caratteristiche operative del software di controllo.
-	Predisposizione della strumentazione ad implementare altre tipologie di misura. 






4. Caratteristiche tecniche offerte secondo la seguente tabella, oggetto di valutazione:



	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	NOTA: INDICARE CON UNA ‘X’ L’OPZIONE CHE SI INTENDE OFFRIRE

	1
	Predisposizione del sistema per implementare altre tipologie di misure elettriche a scansione di sonda  
	1.1
	Scanning Capacitance Microscopy                                                                          
	

	
	
	1.2
	Scanning Spreading Resistance Microscopy
	

	2
	Cantilever holders aggiuntivi per misure AFM, 
C-AFM, SMIM and SThM
	2.1
	1 cantilever holder aggiuntivo per misure AFM in modalità a contatto intermittente
	

	
	
	2.2
	1 cantilever holder aggiuntivo per misure C-AFM in torsione risonante
	

	
	
	2.3
	1 cantilever holder aggiuntivo per misure SMIM
	

	
	
	2.4
	1 cantilever holder aggiuntivo per misure SThM
	

	3
	Set di punte aggiuntive per misure SMIM and SThM
	3.1
	10 punte per misure SMIM
	

	
	
	3.2
	10 punte per misure SThM
	

	4
	Obiettivo 100× per lo spettrometro Raman
	
	
	

	5
	Estensione durata della garanzia
	
	Un anno aggiuntivo
	

	
	
	
	
	






5. Elenco delle parti di ricambio in dotazione offerte dalla ditta, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico (art. 3.4 punto i)

………………………….


6. Caratteristiche e durata del servizio di assistenza in garanzia

……………………
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